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ABSTRACT

Main task of this work is measuring of electrical properities and defects of monocrystalic
solar cells. Focusing to light emission from microplasma metod for determining defects of
silicon in solar cell. If we can catch all bad cells and put them out, from global view, we
can raise total output power of whole solar panel.

1. UVOD

Solarni monokrystalicky €lanek je v naSi republice nejpouzivanéj$im typem v solarnich
panelech. Abychom mohli vyrabét kvalitnéjsi solarni panely, musime byt schopni odhalit
vady v soldrnich c¢lancich. Defekty v ¢lancich snizuji schopnost vybuzeni naboji a tim
snizuji jeho celkovy mozny vykon. Proto se méfeni elektrickych vlastnosti a hledani
defektd solarnich ¢lankd z monokrystalického kiemiku vénuje vétsi cast vyzkumu.

2. ROZBOR

Metod na méfeni elektrickych vlastnosti a odhalovani defektl solarnich ¢lankl existuje
n&kolik. Déli se podle pouzivanych fyzikalnich principti. Ukolem této prace je zaméfit se
na vyhledavani defekti metodou vyzatovani svétla z mikroplasmatu v solarnim ¢lanku
z monokrystalického kiemiku dodaném firmou Solartec s.r.o.

2.1. METODA

Princip metody vyzatfovani svétla z mikroplasmatu spociva v ptipojeni solarniho ¢lanku ke
zdroji napéti v zavérném sméru. V mistech vyskytu defektd je mozno specidlni CCD
kamerou pozorovat jasn¢jSi mista, ktera se vzrustajicim napétim zafi jasnéji. V tomto
ptipadé¢ jsme pouZili CCD kameru typu G2-3200 od firmy Kodak. Model G2-3200 pouZiva
3,2 MPx CCD Kodak KAF-3200ME, viz. Obr. 1, a vyznacuje se nizkym Sumem.
Efektivni dvoustupiiové chlazeni s Peltierovymi ¢lanky udrzuje ¢ip hluboce zmrazeny, aby
byl minimalizovan tepelny Sum.. Tepelny Sum Cipu je 0,8 exp(-/s/pixel) pii 0°C. Pfi métfeni
jsme se dostali na teplotu cipu -20°C. S kamerou jsme pouZili objektiv Canon
s ohniskovou vzdalenosti 43 cm, viz. Obr. 2.



Obr.1: CCD Kodak KAF-3200ME.

Obr.2:  Experimentdlni méfici zafizeni s kamerou.

Abychom snizili vysledny Sum snimku, budeme snimat solarni c¢lanek v nadobé
s kapalnym dusikem, ponofeny o cca 1 az 2 mm pod hladinou. Tim dosdhneme teploty
prostfedi -195,80 °C.

2.2. MERENI{

Vlastni méfeni jsme provadéli na ¢lanku, viz. Obr. 3, v zavérném sméru do maximalniho
napéti U = 22,38V a proudu I = 0,163A.

Obr.3:  Cast monokrystalického solarniho &lanku.



Me¢éieni probihalo prozatim experimentadlné na ¢lanku bez chlazeni pouze s chlazenym
¢ipem kamery pfti uzavérce t = 30s. Vysledné snimky jasné ukazuji postupny vznik jasnych
mist v pravém spodni oblasti, zptisobenych mikroplasmatem., viz. Obr. 4.

Obr.4:  Postupny vznik vyzafovaného svétla z mikroplasmatu.

Posledni obrazek vpravo byl pofizen pii jiz zmiovaném napéti U = 22,38V a proudu
[=0,163A. Pti téchto hodnotach prekvapive vyzaruje svétlo 1 na hrandch ¢lanku.

3. ZAVER
Pro méfeni jsme pouzili infraCerveny filtr, ktery je soucasti téla kamery. Tento typ filtru
jsme zvolili, protoZe v porovnani s ostatnimi filtry nejlépe reguloval vznikly Sum. Ten by

se m¢l eliminovat, dle teoretickych poznatktl, pfi méteni v nadobé s kapalnym dusikem a
také méfenim v absolutné tmavém prostiedi.
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